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Cилициды широко применяются для создания различных устройств и материа-
лов. Полупроводниковые свойства силицидов, их высокая коррозионная стой-
кость при высоких температурах обуславливает применение некоторых сили-
цидных покрытий в авиастроительной промышленности. Отдельно стоит отме-
тить силициды железа, кобальта и никеля, отличающиеся химической и терми-
ческой стойкостью и повышенной твердостью [1].  

В настоящей работе изучена возможность получения силицидов никеля при 
электролизе расплава KCl-K2SiF6 с температурой 790°С. Для изучения особен-
ностей формирования кремниевых осадков на никелевой подложке использован 
метод циклической вольтамперометрии, выполнена серия экспериментов по 
электролизу исследуемого расплава в гальваностатическом режиме при катод-
ной плотности тока 50 мА/см2

 и потенциостатическом режиме при потенциале 
катода от 0,15 до -0,15 В относительно кремниевого квазиэлектрода сравнения. 
Морфология и элементный состав полученных осадков после отделения остат-
ков электролита изучены методами сканирующей электронной микроскопии и 
энергодисперсионного микроспектрального анализа. При увеличении катодного 
перенапряжения наблюдается рост количества зародышей, и, как следствие, 
уменьшение размеров получаемых осадков (см. рис.). При обработке вольтампе-
рограмм сделано предположение, что электровосстановление ионов кремния на 
никеле является необратимым и сопровождается последующей химической ре-
акцией. 

 

Рисунок 1 – Микрофотографии поверхности никеля с осадками кремния при 
различных потенциалах: слева – -0,05 В, справа – -0,15 В. 
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